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摘要(译)

公开了一种材料特性测试装置和制造方法。该装置包括：基板;金属栅电
极;辅助层设置在金属栅电极上，金属栅电极位于基板和辅助层之间;功能
层设置在基板上。在功能层的形成过程中，有机光致抗蚀剂附着在辅助
层上一段时间，功能层用于与发光器件配合以测试材料的性质。设置有
机光致抗蚀剂的膜是这样的，即在曝光和显影之后，获得具有理想图案
的功能层，以确保材料性能测试装置的测试效果。
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